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(57) Abstract: The invention relates to a method for determining an actual value of at least one system parameter or a deviation 
*g from a set value of al least one parameter of a system (1; 25, 37; 46) for the treatment of an eye (40) using a treatment laser beam 
( 3 ) emitted by said system (I ; 25; 37; 46). According to the invention, the surface of a calibrating body (1 1) is ablated with al least 
a partial beam of the treatment laser beam (3) with a predetermined ablation program. The surface ablated by the treatment laser 

Obeam (3) is examined by means of aberrometry and/or profilomelry. The actual value of the system parameter or the deviation from 
the set value of the system parameter is determined on the basis of the examination data detected during the examination. 
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(57) Zusammcnfassung: Bei einem Verfahren zur Bestimmung eines Ist-Wertes wenigstens eines Systemparameters oder eine Ab- 
weichung von einem Soli -Wert wenigstens eines Systemparameters eines Systems (1; 25; 37; 46) zur BehandJung eines Auges (40) 
mittels eines von dem System (1 ; 25; 37; 46) abgegebenen BehandlungsJaserstrahls (3), wird eine Oberflache eines Kalibrierkorpers 
(11) mit wenigstens einem Teilstrahls des Behandlungslaserstrahls (3) mil einem vorgegebenen Ablationsprogramm abladiert. Die 
von dem Behandlungslaserstrahl (3) abladierte Oberflache wird mitteJs Aberrometrie und/oder Profilometrie untersucht und aus bei 
der Untersuchung ermittelten Untersuchungsdaten wird der 1st- Wert des Systemparameters oder die Abweichung von dem Soil-Wert 
des Systemparameters bestim ml. 



